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Résumé de thése :

Dans le domaine du semi-conducteur, il est nécessaire de pouvoir détecter et identifier les défauts présents sur les
substrats sur lesquels sont produits les systémes micro-€lectroniques. Ainsi, un grand effort est fait depuis des décennies
pour développer des solutions toujours plus rapide et sensibles pour repérer en amont les potentiels défauts tueurs. Alors
que ces besoins d'une inspection rapide et sensible sont trés bien couverts dans le cas de l'inspection de substrats
opaques, les méthodes et technologies pour I'inspection efficace de substrats transparents restent soit trés lentes, soit peu
performantes. La grande problématique de l'inspection de substrats transparents est de pouvoir détecter de petits défauts,
typiquement de l'ordre de la centaine de nanomeétre, tout en pouvant garantir sa localisation en face avant. Dans ce cadre,
les technologies actuelles s’appuient uniquement sur la différence d'amplitude pour différencier des défauts venant de la
face avant de ceux venant de la face arriére. Cela engendre des problémes si les défauts en face amére sont gros et signe
avec une forte amplitude, car cela implique soit des fausses détections en face avant, soit une baisse de sensibilité. Nous
avons développé dans cette thése une méthode permettant a la fois de détecter les défauts sur des substrats transparents,
mais également de les situer sans ambiguité sur la face avant du substrat. Pour ce faire, nous utilisons une détection
Doppler hétérodyne, qui consiste en la création a I'aide d'un Vélocimétre laser a effet Doppler d'un volume de mesure
constitué de franges dinterférences situées a la surface du substrat a inspecter. Ainsi, tout défaut en face avant va
présenter une fréquence caractéristique qui dépend uniquement de linterfrange du volume de mesure et de la vitesse de
passage du défaut qui est connue lors de l'inspection. Tout défaut qui se situerait en dehors de ce volume de mesure, par



